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Software Especialista – BlockSim



Modelagem 
do processo

Coleta e 
tratamento 

de dados

Criação das 
curvas de 
R(t) e M(t)

Alimentação 
do modelo

Simulação e 
análises

Análise RAM

Análise RAM – Visão Sistêmica

Análise da Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade de Sistemas

Exemplo: Sistema Lubrificação de Óleo Sintético Turbina a Gás LM2500



Configurações  do Diagrama de Blocos - RBD



Curvas Confiabilidade e Mantenabilidade de 
Sistemas Reparáveis

Dados de Falha

Status
Tempo 

entre Falhas

F 118

F 380

F 450

F 350

F 530

S 680

Resultados e Decisões

Dados de Reparo

Tempo

Reparo

5

8

15

12

10

11

Confiabilidade

Mantenabilidade

SIMULAÇÃO• Distribuição de Reparo

• Política de Manutenção

• Política de Inspeção

• Equipes de Manutenção

• Política de Estoque

• Capacidade Produtiva



Simulação e Análise RAM
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Gráfico da Confiabilidade vs Tempo
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Probabilidade do Reparo vs. Tempo
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Ranking - Quantidade de Falhas Esperadas

Resultados Esperados:
•Disponibilidade Média 
• Número Esperado de Falhas, Tempos de Reparo e Tempos de Operação;
• Previsão de Custos de Manutenção;
• Bad Actors (Mais Críticos no Processo);
• Simular Diversos Cenários de Melhoria;
• E outros parâmetros desejáveis.
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Modelagem do Processo
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Coleta e Tratamento de Dados - Lambda Predict

O Software Lambda Predict suporta previsões da taxa falha e MTBF 
segundo os seguintes standards:

• MIL-HDBK-217;

• Bellcore/Telcordia;

• FIDES;

• NSWC Mechanical;

• Siemens SN 29500



Coleta e Tratamento de Dados – Dados do Fabricante

• Utilizar dados públicos de Datasheets disponibilizados na internet 
pelos fabricantes.

• Relatórios de Confiabilidade (Reliability Reports), fornecidos por 
fabricantes e/ou fornecedores.



Coleta e Tratamento de Dados

• É da natureza de componentes eletrônicos terem uma vida útil relativamente
longa, mesmo sendo utilizados de forma contínua.

• Esta característica faz com que sua vida útil possua uma taxa de falha constante,
sendo a maioria das falhas observadas para estes dispositivos de caráter
aleatório.

• A predição é feita baseada nas características de cada componente, levando em
consideração o ambiente no qual ele está inserido, as condições de estresse
(como temperatura, estresse de tensão, estresse de potência, etc), as
características de montagem, sua qualidade e a quantidade de itens presentes
em cada placa.

• A metodologia estatística para construir as equações de confiabilidade levam em
consideração as fórmulas e tabelas listadas na norma MIL-HDBK-217F.
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Carga de Dados no Modelo

Os dados relacionados às curvas de confiabilidade geradas a partir das
configurações dos componentes foram carregados em cada bloco que
representa cada componente no diagrama de blocos de confiabilidade (RBD).

As ações corretivas e curvas de mantenabilidade não se aplicam nesta análise.

Ao integrar o sistema RBD com informações sobre as características de falha
dos componentes, podemos simular os bad actors e o comportamento da
confiabilidade do sistema.
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Simulação e Resultados

Resultados para tempo de simulação de 1000 horas de operação.

As simulações permitem estimar as criticidades dos itens do projeto, e quantificar o risco de um componente 
vir à falha num determinado período de tempo, com base  nos fatores considerados pela norma utilizada.

Neste exemplo, o diodo utilizado apresenta os maiores valores de criticidade de falha.

Nome do Bloco
Criticidade de 

Falha
Criticidade de 

Tempo de Parada

Disp. Média
(Todos 

Eventos)

Quantidade 
de Falhas

Placa de Alimentação 1 0.00% 0.00% 0.999964 0.00006

Placa da Alimentação 2 0.00% 0.00% 0.999976 0.00004

Placa mãe 0.00% 0.00% 1 0

Placa de Processamento B 0.00% 0.00% 1 0

Placa Processamento A 100.00% 100.00% 0.861344 0.26282

Capacitor 2.05% 1.97% 0.997265 0.00538

Diodo 96.85% 96.89% 0.865658 0.25454

Integrado 0.00% 0.00% 1 0

Resistor 1.10% 1.14% 0.998421 0.0029

Componente 0.00% 0.00% 1 0



Simulação e Resultados

Resultados para tempo de simulação de 1000h de operação, diodo de outro fornecedor.

Nome do Bloco
Criticidade 
de Falha

Criticidade de 
Tempo de 

Parada

Disp. Média
(Todos 

Eventos)

Quantidade de 
Falhas Falhas

Placa de Alimentação 1 0.00% 0.00% 0.999964 0.00006

Placa da Alimentação 2 0.00% 0.00% 0.999976 0.00004

Placa mãe 0.00% 0.00% 1 0

Placa de Processamento B 0.00% 0.00% 1 0

Placa Processamento A 100.00% 100.00% 0.928542 0.139

Capacitor 4.29% 4.12% 0.997057 0.00596

Diodo 93.51% 93.61% 0.933109 0.12998

Integrado 0.00% 0.00% 1 0

Resistor 2.20% 2.27% 0.998375 0.00306

Componente 0.00% 0.00% 1 0

Nome do Bloco
Criticidade de 

Falha
Criticidade de 

Tempo de Parada

Disp. Média 
(Todos 

Eventos)

Quantidade 
de Falhas

Placa de Alimentação 1 0.00% 0.00% 0.999964 0.00006

Placa da Alimentação 2 0.00% 0.00% 0.999976 0.00004

Placa mãe 0.00% 0.00% 1 0

Placa de Processamento B 0.00% 0.00% 1 0

Placa Processamento A 100.00% 100.00% 0.861344 0.26282

Capacitor 2.05% 1.97% 0.997265 0.00538

Diodo 96.85% 96.89% 0.865658 0.25454

Integrado 0.00% 0.00% 1 0

Resistor 1.10% 1.14% 0.998421 0.0029

Componente 0.00% 0.00% 1 0




